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(57)【要約】
【課題】干渉協調のためのＲＳＲＱ測定方法を提供する
。
【解決手段】干渉協調のためのＲＳＲＱ測定方法が提供
される。ＵＥは、測定において、隣接セルの無線信号を
受信する。隣接セルはＴＤＭサイレンスパターンを適用
して、セル間干渉協調（ＴＤＭ ＩＣＩＣ）を行う。Ｕ
Ｅは、複数のサブフレームを含む測定パターンを決定す
る。ＵＥは、複数のサブフレームでセルのＲＳＲＱ測定
を実行し、複数のＲＳＲＱ測定サンプルを得る。複数の
ＲＳＲＱサンプルを推定し、加重平均を適用することに
より、ＵＥは、ＲＳＲＱ測定結果を生成する。応用度が
高いと推定されるＲＳＲＱサンプルが幅広く考慮され（
たとえば大きい加重で）および／または応用度が低いと
推定されるＲＳＲＱサンプルはあまり考慮されない（た
とえば、小さい加重で又はゼロ加重で破棄される）。Ｕ
Ｅにおける所定の処理により、さらに予測可能なＲＳＲ
Ｑ測定結果が生成される。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）無線通信システム中のユーザー装置（ＵＥ）により、測定において、セルの無線
信号を受信する工程、
　（ｂ）複数のサブフレーム上で、前記測定されるセルの参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）
測定を実行し、これにより、複数のＲＳＲＱ測定サンプルを得る工程、および、
　（ｃ）前記複数のＲＳＲＱ測定サンプルを推定し、加重平均を適用することにより、Ｒ
ＳＲＱ測定結果を得て、応用度が低いと推定されるＲＳＲＱサンプルは小さい加重を適用
し、応用度が高いと推定されるＲＳＲＱサンプルは大きい加重を適用する工程
を含むことを特徴とするＲＳＲＱ測定方法。
【請求項２】
　隣接セルはＴＤＭサイレンスパターンを適用して、セル間干渉協調（ＩＣＩＣ）を行い
、且つ、前記ＴＤＭサイレンスパターンは、一般のサブフレームおよびサイレンスサブフ
レームを含むことを特徴とする請求項１に記載のＲＳＲＱ測定方法。
【請求項３】
　前記測定されるセルは前記隣接セルで、且つ、低い受信信号強度インジケータ（ＲＳＳ
Ｉ）のＲＳＲＱサンプルは、高いＲＳＳＩのＲＳＲＱサンプルより、小さい加重が与えら
れることを特徴とする請求項２に記載のＲＳＲＱ測定方法。
【請求項４】
　前記測定されるセルはヴィクティムセルで、且つ、低い受信信号強度インジケータ（Ｒ
ＳＳＩ）ＲＳＲＱサンプルは、高いＲＳＳＩのＲＳＲＱサンプルより、大きい加重が与え
られることを特徴とする請求項２に記載のＲＳＲＱ測定方法。
【請求項５】
　（c）中の前記推定は、前記ＲＳＲＱサンプルと固定の予設定ＴＤＭサイレンスパター
ンを関連付ける工程を含むことを特徴とする請求項２に記載のＲＳＲＱ測定方法。
【請求項６】
　前記測定されるセルがサイレンス処理を実行する時、サイレンスサブフレーム中のＲＳ
ＲＱサンプルは、一般のサブフレーム中のＲＳＲＱサンプルより低い加重が与えられて、
前記ＲＳＲＱ測定結果を得ることを特徴とする請求項５に記載のＲＳＲＱ測定方法。
【請求項７】
　前記測定されるセルがヴィクティムセルである時、サイレンスサブフレーム中のＲＳＲ
Ｑサンプルは、一般サブフレーム中のＲＳＲＱサンプルよりさらに大きい加重が与えられ
て、前記ＲＳＲＱ測定結果を得ることを特徴とする請求項５に記載のＲＳＲＱ測定方法。
【請求項８】
　前記予設定ＴＤＭサイレンスパターンは、前記測定されるセル中で、ブロードキャステ
ィング制御情報を伝送するのに用いられるサブフレームの知識に基づくことを特徴とする
請求項５に記載のＲＳＲＱ測定方法。
【請求項９】
　前記予設定ＴＤＭサイレンスパターンは、別の隣接セル中のＴＤＭサイレンスパターン
から得られることを特徴とする請求項５に記載のＲＳＲＱ測定方法。
【請求項１０】
　前記応用度が低いと推定されるＲＳＲＱサンプルが破棄されて、前記ＲＳＲＱ測定結果
を得ることを特徴とする請求項１に記載のＲＳＲＱ測定方法。
【請求項１１】
　前記ＵＥは、シグナリングにより、前記測定されるセルが、アグレッサーセルまたはヴ
ィクティムセルであるかを識別することを特徴とする請求項１に記載のＲＳＲＱ測定方法
。
【請求項１２】
　（ａ）無線通信システム中のユーザー装置（ＵＥ）により、測定パターンを決定し、前
記測定パターンが複数の測定期間を含む工程と、
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　（ｂ）前記複数の測定期間上で、測定されるセルの参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）測定
を実行して、これにより、複数のＲＳＲＱ測定サンプルを得る工程、および、
　（ｃ）前記複数のＲＳＲＱ測定サンプルに、十分な統計的平均を適用し、ＲＳＲＱ測定
結果を得る工程、
を含むことを特徴とするＲＳＲＱ測定方法。
【請求項１３】
　前記複数の測定期間のそれぞれは、最小数量の連続サブフレームを含むことを特徴とす
る請求項１２に記載のＲＳＲＱ測定方法。
【請求項１４】
　前記最小数量の連続サブフレームは３個であることを特徴とする請求項１３に記載のＲ
ＳＲＱ測定方法。
【請求項１５】
　無線通信システム中、隣接セルの無線信号を受信し、前記隣接セルがＴＤＭサイレンス
パターンを適用して、セル間干渉協調（ＩＤＩＣ）を実行する無線周波数モジュール、お
よび、
　複数のサブフレームで、参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）測定を実行し、これにより、複
数のＲＳＲＱ測定サンプルを得て、前記ＲＳＲＱサンプルを推定することにより、ＲＳＲ
Ｑ測定結果も決定し、応用度が低いと推定されるＲＳＲＱサンプルは小さい加重を適用し
、応用度が高いと推定されるＲＳＲＱサンプルは大きい加重を適用する測定モジュール
を含むことを特徴とするユーザー装置（ＵＥ）。
【請求項１６】
　前記推定は、前記ＲＳＲＱサンプルと固定予設定ＴＤＭサイレンスパターンを関連付け
る工程を含むことを特徴とする請求項１５に記載のユーザー装置。
【請求項１７】
　測定されるセルがサイレンス処理を実行する時、サイレンスサブフレーム中のＲＳＲＱ
サンプルは、一般サブフレーム中のＲＳＲＱサンプルより、低い加重が与えられ、前記Ｒ
ＳＲＱ測定結果を得ることを特徴とする請求項１６に記載のユーザー装置。
【請求項１８】
　ヴィクティムセルの測定時、サイレンスサブフレーム中のＲＳＲＱサンプルは、一般サ
ブフレーム中のＲＳＲＱサンプルよりさらに大きい加重が与えられて、前記ＲＳＲＱ測定
結果を得ることを特徴とする請求項１６に記載のユーザー装置。
【請求項１９】
　前記予設定ＴＤＭサイレンスパターンは、前記ヴィクティムセル中で、ブロードキャス
ティング制御情報を伝送するのに用いられるサブフレームの知識に基づくことを特徴とす
る請求項１８に記載のユーザー装置。
【請求項２０】
　前記ブロードキャスティング制御情報は、ブロードキャスティングチャネル（ＢＣＨ）
、マスター情報ブロックまたはシステム情報ブロック（ＭＩＢ/ＳＩＢ）およびページン
グチャネル（ＰＣＨ）により伝送されることを特徴とする請求項１９に記載のユーザー装
置。
【請求項２１】
　前記測定モジュールは、最小数量の連続サブフレームで、ＲＳＲＱ測定を実行すること
を特徴とする請求項１５に記載のユーザー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、２０１１年２月１１日に出願された「Method of UE RSRQ Measurement Pr
ecaution」と題された米国特許仮出願番号６１／４４１７４４号から合衆国法典第３５編
第１１９条の下、優先権を主張するものであり、その内容は引用によって本願に援用され
る。
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【０００２】
　本発明は、無線ネットワーク通信に関するものであって、特に、セル間干渉協調を増強
する、ユーザー装置（ＵＥ）において実行されるＲＳＲＱ測定方法、及び、そのユーザー
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　セル間干渉協調（ＩＣＩＣ）は、３ＧＰＰ ＬＴＥ規格のリリース８／９中に導入され
る。ＩＣＩＣの基本的理念は、無線資源管理（ＲＲＭ）方法により、セル間干渉の制御を
維持することである。ＩＣＩＣは、本質的に、マルチセルＲＲＭ機能で、複数のセルから
の情報（たとえば、リソース使用状態およびトラフィック負荷状況）を考慮する必要があ
る。一般に、ＩＣＩＣ策略の主な目標は、随時、各セルのリソース（バンド幅と電力）を
決定することである。その後（一般に）、スケジューラーがリソースをユーザーに割り当
てる。配備の複雑度が低く、且つ、標準以外の新しい別の付加シグナリングが必要ないの
で、静的ＩＣＩＣスキームはオペレータにとって魅力的である。ＷＣＤＭＡ（「ＷＣＤＭ
Ａ」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標）とＬＴＥシステムにおいて、一
個のセル周波数再使用が適用され、周波数スペクトル全体が、セルとその隣接セルに割り
当てられる。よって、静的ＩＣＩＣは、大部分、小部分周波数再使用（fractional frequ
ency reuse）コンセプトに基づき、総システムバンド幅は、サブバンド（sub-band）に分
割されると共に、スケジューラーにより用いられる。 
【０００４】
　ＬＴＥリリース８／９ＩＣＩＣ技術、すなわち、ＦＤＭベースＩＣＩＣは、制御チャネ
ル干渉の軽減時に十分には有効ではない。たとえば、非ＣＳＧ（close subscriber group
）マクロセルユーザーがＣＳＧフェムトセルにごく接近しているとき、顕著な干渉状況が
表れる。よって、リリース１０から増強したＩＣＩＣ（eＩＣＩＣ、ＴＤＭ ＩＣＩＣとも
称される）が研究されて、増強された干渉管理が提供される。ＬＴＥ/ＬＴＥ-Ａリリース
１０において、eＩＣＩＣの二種の主要なセル間干渉状況:マクロ-ピコ（Macro-Pico）状
況およびマクロ-フェムト（Macro-Femto）状況が討論される。一般に、オールモーストブ
ランクサブフレーム（ＡＢＳ）またはサイレンス（抑制）サブフレームコンセプトが導入
されて、セル間干渉を減少させる。ＡＢＳが適用される時、アグレッサーセルは、スケジ
ューリングをサスペンドするか、または、小さい電力で伝送して、ヴィクティムセルは、
保護されたサブフレーム中、データ伝送を実行する。
【０００５】
　マクロ-ピコ状況において、ネットワーク中のマクロセルおよびピコセルは同じまたは
重複したキャリア周波数上に位置し、ピコセルが再拡張されて、マクロセルからさらに多
くのトラフィックをオフロードする。この状況において、マクロセルはアグレッサーで、
且つ、強い干渉をピコセルにもたらし、ヴィクティムセルと称される。ＡＢＳがマクロセ
ルに応用されるので、ＵＥは、保護されたサブフレーム中、ピコセルの検索を試み、ピコ
セルのセル辺縁での接続を維持することができる。マクロフェムト状況において、ネット
ワーク中の非アクセス可能な（non-accessible）ＣＳＧフェムトセルとマクロセルは同じ
または重複したキャリア周波数に位置する。このような状況において、ヴィクティムＵＥ
はマクロセルに接続されるが、フェムトセルのサービス領域中に位置し、且つ、非ＣＧＳ
なので、フェムトセルにハンドオーバできない。フェムトセルはアグレッサーセルで、サ
イレンスサブフレーム（抑制されるサブフレーム）のパターンを実行する。マクロセルは
ヴィクティムセルで、且つ、強い干渉状況下のＵＥに、サイレンスサブフレームを提供す
る。
【０００６】
ＬＴＥ／ＬＴＥ-Ａシステムにおいて、一種の無線資源管理（ＲＲＭ）スキームは、ＵＥ
が、測定結果をそのサービング基地局（ｅＮＢ）に報告して、うまく、スケジューリング
と移動性管理を実行することである。ｅＩＣＩＣまたはＴＤＭ ＩＣＩＣが適用される時
、ヴィクティムセル上のＵＥ測定は、サイレンスパターン（抑制パターン）のサイレンス
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期間中（抑制期間中）に生じることが討論されている。これは、特に、セルへの接続を維
持するために、ヴィクティムセルにより供されるＵＥに当てはまる。これは、隣接セルが
ヴィクティムセルである時も当てはまり、そうでなければ、干渉されるヴィクティムセル
へのハンドオーバが可能ではない。現在のＬＴＥ/ＬＴＥ-Ａ設計において、上述の測定行
為が、周波数内測定に適用される。たとえば、一組のＴＤＭ測定制限が、周波数層中で、
測定オブジェクトに取り付けられる。
【０００７】
　しかし、異周波数間（inter-frequency）測定にとって、明示的ＴＤＭ測定制限が、Ｔ
ＤＭ ＩＣＩＣサイレンス処理を実行する隣接アグレッサーセルのＵＥ測定に必要かどう
かの同意がない。一般に、測定制限がない場合、ＵＥがＴＤＭ ＩＣＩＣサイレンス処理
を適用するアグレッサーセルを測定している時、ＲＳＲＱ（reference signal received 
quality）測定は、高い非予測可能性を有する。これは、ＲＳＲＱ測定結果が、ＵＥが選
択して測定を実行するサブフレームに基づくからである。ＲＳＲＱはＲＳＲＰ/ＲＳＳＩ
により定義され、ＲＳＲＰは参考信号受信電力（Reference Signal Received Power）、
ＲＳＳＩは受信信号強度インジケータ（Received Signal Strength Indicator）である。
ＴＤＭ ｅＩＣＩＣ測定において、ＲＳＳＩ値はサブフレーム間で変化し、これは、ある
サブフレームはスライスされたサブフレームなので、ＲＳＲＱ値変動を生じるからである
。ＲＳＲＱが移動性、特に、異周波数間移動性に用いられるので、ＲＳＲＱ変動は、非予
想可能な移動行為とピンポン効果を導く。たとえば、測定が保護されないサブフレームで
発生する時、ヴィクティムセルのＲＳＲＱ測定は非常によくない。さらに、異なるベンダ
ーからのＵＥは異なる結果を有することが予測される。
【０００８】
　一方、測定制限が異周波数間測定に必要な場合、ＴＤＭ eＩＣＩＣが適用される時、多
くの測定制限がＵＥ中に設定されなければならない可能性があり、これは、ＵＥの複雑性
を高くする。もうひとつの問題は、異周波数間状況にとって、ＲＳＲＱ測定が測定ギャッ
プにより実行される時、測定ギャップの結合から生じた測定機会、および、ＴＤＭ ＩＣ
ＩＣ制限が少なすぎ、大きな影響を生じることである。適切な測定制限がＲＳＲＱ測定に
満たされても、測定サンプルが少なすぎるので、ＵＥのＲＳＲＱ測定結果は大変動がある
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　よって、本発明の目的は、明示的ＴＤＭ測定制限を必要とせずに、ＲＳＲＱ測定の予測
可能性を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　干渉協調のためのＲＳＲＱ測定方法が提供される。ＵＥは、測定において、隣接セルの
無線信号を受信する。隣接セルはＴＤＭサイレンスパターンを適用して、セル間干渉協調
（ＴＤＭ ＩＣＩＣ）を行う。ＵＥは、複数のサブフレームを含む測定パターンを決定す
る。ＵＥは、複数のサブフレームでセルのＲＳＲＱ測定を実行し、複数のＲＳＲＱ測定サ
ンプルを得る。複数のＲＳＲＱサンプルを推定し、加重平均を適用することにより、ＵＥ
は、ＲＳＲＱ測定結果を生成する。応用度が高いと推定されるＲＳＲＱサンプルが幅広く
考慮され（たとえば、大きい加重で）および／または応用度が低いと推定されるＲＳＲＱ
サンプルはあまり考慮されない（たとえば、小さい加重で、または、ゼロ加重で破棄され
る）。ＵＥにおける所定の処理により、さらに予測可能なＲＳＲＱ測定結果が生成される
。
【００１１】
　一具体例中、ＵＥにおける所定の処理は、ＵＥが、統計的に十分な数量のサブフレーム
上で、ＲＳＲＱを測定し、ＲＳＲＱ測定サンプルを得て、その後、サブフレーム上で、Ｒ
ＳＲＱ測定サンプルを平均して、最終ＲＳＲＱ測定結果を得ることを含む。ある特定の例
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中、測定パターンは、複数の測定期間を含むように決定される。各測定期間は、最小数量
、好ましくは、３個またはそれ以上の連続サブフレームを含む。このような方法の長所は
簡潔であることである。
【００１２】
　第二具体例において、ＵＥにおける所定の処理は、ＵＥが、どのＲＳＲＱサンプルが高
いまたは低い応用度であるかを推定し、加重平均を適用して、最終ＲＳＲＱ測定結果を得
ることを含む。全ＲＳＲＱサンプル中、応用性が高いと推定されるあるＲＳＲＱサンプル
は、平均値の計算時、さらに大きい加重が適用される。一方、応用度が低いと推定される
あるＲＳＲＱサンプルは、平均値の計算時、低い加重が適用される。ＲＳＲＱサンプルを
推定する第一の方法は、ＲＳＳＩおよび／またはＲＳＲＱサンプル値を比較して、これに
より、偏差を検出し、偏差は、悪い測定サブフレーム選択に起因する異常な差異である。
ＲＳＲＱサンプルを推定する第二の方法は、サンプル値と予設定ＴＤＭパターンを関連付
け、予設定ＴＤＭパターンは、アグレッサーセルにより適用されるサイレンスパターンで
ある可能性が高いと推測される。
【００１３】
　他の実施の形態および利点が以下の詳細な説明に述べられる。この概要は、本発明を定
めるものではない。本発明は、請求項によって定められる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　添付の図面は、本発明の実施の形態を説明しており、同様の番号は同様の構成要素を示
している。
【図１】図１は、一新規態様による無線通信システム中の干渉協調のためのＲＳＲＱ測定
方法を示す図である。
【図２】図２は、一新規態様によるＵＥによるＲＳＲＱ測定工程を示す図である。
【図３】図３は、干渉協調のためのＲＳＲＱ測定方法を示す図である。
【図４】図４は、干渉協調のためのＲＳＲＱ測定方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施態様について詳細に述べる。その例は添付図面に示されている。
　図１は、一新規態様による無線通信システム１００中の干渉協調のためのＲＳＲＱ測定
の方法を示す図である。無線ネットワーク１００は、マクロ基地局ＭｅＮＢ１０１、ピコ
基地局ＰｅＮＢ１０２およびユーザー装置ＵＥ１０３を含む。ＭｅＮＢ１０１はマクロセ
ル１１１のサービス領域を提供し、ＰｅＮＢ１０２は、ピコセル１１２およびピコセルの
セル領域拡張（ＣＲＥ）１１３のサービス領域を提供する。図１の例において、ピコセル
１１２およびＰＩＣＯＣＲＥ１１３は、重複するマクロセル１１１内に位置し、マクロ-
ピコセル間干渉状況を生成する。
【００１６】
　一般に、セル間干渉協調（ＩＣＩＣ）にとって、オールモーストブランクサブフレーム
（ＡＢＳ）またはサイレンスサブフレームが、干渉を生じる装置（たとえば、アグレッサ
ー）により適用されて、干渉を受ける装置（たとえば、ヴィクティム）を保護する。ＡＢ
Ｓまたはサイレンスサブフレームは、保護される無線リソース（protected radio resour
ce）または干渉保護無線リソース（interference-protected radio resource）の一種と
しても認められる。干渉保護リソースは、時間ドメイン中のセルにより用いられない、完
全には用いられない、または、部分的に用いられるリソース（たとえば、参考符号だけが
伝送される）として定義され、隣接セルに接続されるまたは設置されるＵＥによい干渉状
態を生成する。３ＧＰＰ ＬＴＥシステムにおいて、ＡＢＳまたはサイレンスサブフレー
ムは、セル間干渉協調の増強ＩＣＩＣ （eＩＣＩＣ）または時間分割多重ＩＣＩＣ（ＴＤ
Ｍ ＩＣＩＣ）ソリューションとして適用される。
【００１７】
　３ＧＰＰにおいて、eＩＣＩＣまたはＴＤＭＩＣＩＣの目的は異種セル構造を認めるこ
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とで、すなわち、セルは非常に異なるサービス領域を有し、且つ、小さいセルのサービス
領域範囲は、ハンドオーバ境界を移動させることにより拡張される。このようなシステム
において、明示的に、干渉を処理し、ＵＥが、低信号対干渉雑音電力比（ＳＩＮＲ）に起
因する制御チャネル通信が損失するのを防止する必要がある。この目的のため、アグレッ
サーセルは、ＴＤＭサイレンスパターンにしたがって、あるサブフレームのサイレンス処
理を実行し、ヴィクティムセルにより、それらのサイレンスサブフレームと改善されたＳ
ＩＮＲが用いられて、制御チャネル伝送を実行する。
【００１８】
　図１の例において、マクロセル１１１はアグレッサーセルで、ＰＩＣＯ ＣＲＥ１１３
はヴィクティムセルである。たとえば、ＵＥ１０３は、そのサービング基地局ＰｅＮＢ１
０２から、無線信号１０４を受信する。ＵＥ１０３は、隣接基地局ＭｅＮＢ１０１から干
渉無線信号１０５も受信する。ＵＥ１０３がピコセル１１２中で供される時、無線信号１
０４は強く、且つ、干渉信号１０５は相対して弱い。しかし、ＵＥ１０３がＰｅＮＢ１０
２から移動し、且つ、ＰＩＣＯ ＣＲＥ１１３中で供される時、無線信号１０４が弱くな
り、且つ、干渉信号１０５は相対して強くなる。よって、干渉協調のために、ＭｅＮＢ１
０１は、マクロセル１１１（たとえば、アグレッサーセル）中、あるＡＢＳまたはサイレ
ンスサブフレームを適用し、ＰＩＣＯ ＣＲＥ１１３（たとえば、ヴィクティムセル）中
に位置するＵＥ１０３を保護する。図１に示されるように、一般のサブフレーム（たとえ
ば、サブフレーム1-5および10-14）にとって、ＰｅＮＢ１０２は、幅拡張なしに、ピコセ
ル１１２中に位置するＵＥだけをスケジュールすることができる。サイレンスサブフレー
ム（たとえば、サブフレーム6-9および15-18）にとって、ＰｅＮＢ１０２は、もっと大き
い幅拡張で、ＰＩＣＯ ＣＲＥ１１３中に位置するＵＥをスケジュールすることができ、
そうでなければ、重複したマクロ層からの高い干渉のため、幅拡張はスケジュール不能で
ある。
【００１９】
　３ＧＰＰ ＬＴＥシステムにおいて、一種の無線資源管理（ＲＲＭ）スキームは、ＵＥ
が、測定結果をそのサービング基地局（ｅＮＢ）に報告し、よいスケジューリングおよび
移動性管理を実行することである。ＴＤＭ eＩＣＩＣが適用される時、ヴィクティムセル
上のＵＥ測定は、サイレンスパターンのサイレンス期間中に生じることが討論されている
。このような測定行為は、現在の３ＧＰＰ ＬＴＥ設計の周波数内測定に適用される。し
かし、異周波数間測定にとって、明示的ＴＤＭ測定制限が、ＴＤＭ eＩＣＩＣサイレンス
処理を実行する隣接アグレッサーセルのＵＥ測定にとって必要かどうかの同意がない。一
般に、測定制限がない場合、ＲＳＲＱ測定結果は高い非予測可能性を有し、これは、非予
想可能な移動行為を生じる。これは、ＲＳＲＱ測定結果が、ＵＥが選択して測定を実行す
るサブフレームに基づくからである。一方、測定制限が必要な場合、多くの測定制限がＵ
Ｅ中に設定されなければならない可能性があり、これは、ＵＥの複雑性を高くする。この
ほか、過多の測定制限は、ＲＳＲＱ測定機会が少なすぎて、少なすぎるＲＳＲＱ測定サン
プルのせいで、ＲＳＲＱ測定結果中で大変動を生じる。
【００２０】
　一新規態様中、干渉協調のために、ＲＳＲＱ測定を実行する時、ＵＥ１０３は所定の処
理を実行するが、明示的ＴＤＭ制限はない。ＵＥ１０３は、測定パターンを決定して、複
数のサブフレーム上でＲＳＲＱ測定を実行し、複数のＲＳＲＱ測定サンプルを得る。たと
えば、ＵＥ１０３は、サブフレーム9,10および11で、ＲＳＲＱ測定を実行し、それぞれ、
ＲＳＲＱ測定サンプルA,BおよびCを得る。複数のＲＳＲＱ測定サンプルに基づいて、ＵＥ
１０３は、改善されたＲＳＲＱ予測可能性を有するＲＳＲＱ測定結果を得て、明示的ＴＤ
Ｍ制限を必要としない。
【００２１】
　図１は、本発明の具体例を実行する各種機能モジュールを有するＵＥ１０３も示してい
る。ＵＥ１０３は、メモリ１３１、プロセッサ１３２、測定モジュール１３３、アンテナ
１３５に結合される無線周波数（ＲＦ）モジュール１３４を含む。アンテナ１３５はＲＦ
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信号を送受信する。ＲＦモジュール１３４は、アンテナ１３５からＲＦ信号を受信し、そ
れらをベースバンド信号に変換し、プロセッサ１３２に伝送する。ＲＦモジュール１３４
は、プロセッサ１３２から受信したベースバンド信号も変換し、それらをＲＦ信号に変換
し、アンテナ１３５に送る。測定モジュール１３３は、受信したＲＦ信号のＲＳＲＱ測定
を実行し、ＲＳＲＱ測定結果を得る。プロセッサ１３２はベースバンド信号を処理して、
異なる機能モジュールを呼び出して、ＵＥ１０３によりサポートされる機能性を実行する
。メモリ１３１は、プログラム命令とデータを保存して、ＵＥ１０３の操作を制御する。
機能モジュールは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアまたはそれらの組み合
わせにより実行される。プロセッサにより実行される時、機能モジュールは、ＵＥ１０３
が所定の処理を実行しながら、干渉協調のＲＳＲＱ測定を実行できるようにする。
【００２２】
　図２は、一新規態様による３ＧＰＰ ＬＴＥシステム２００中のＵＥ ＲＳＲＱ測定工程
を示す図である。３ＧＰＰ ＬＴＥシステム２００は、ＵＥ２０１、サービングｅＮＢ２
０２および隣接ｅＮＢ２０３を含む。ＵＥ２０１は、サービングセル中のサービングｅＮ
Ｂ２０２とデータシグナリング接続を構築し、ＵＥ２０１は、隣接ｅＮＢ２０３から無線
信号も受信する。ステップ２１１中、サービングセルと別の隣接セルでＲＳＲＱ測定を実
行する前、ＵＥ２０１は、ｅＮＢ２０２から測定制限を受信する。たとえば、測定制限は
、ｅＮＢ２０２から、明示的に示されるＴＤＭ測定制限である。しかし、ＵＥ２０１は、
このような明示的ＴＤＭ測定制限を要求しない。ステップ２１２において、ＵＥ２０１は
測定パターンを決定する。測定パターンは、ＴＤＭ測定制限に基づいて決定される。測定
パターンは、複数のサブフレームだけを含むように決定される。たとえば、測定パターン
は複数の測定期間を含むように決定され、且つ、各期間は最小数量の連続サブフレームを
含む。ステップ２１３において、ＵＥ２０１は、決定された測定パターンを用いて、ＲＳ
ＲＱ測定を実行し、これにより、複数のＲＳＲＱ測定サンプルを得る。ステップ２１５に
おいて、ＵＥ２０１は、複数のＲＳＲＱ測定サンプルに基づいて、明示的測定制限がある
またはない状況下で、予測可能なＲＳＲＱ測定結果を得る。ステップ２１６において、Ｕ
Ｅ２０１は、ＲＳＲＱ測定結果をサービングｅＮＢ２０２に報告する。 
【００２３】
　予測可能なＲＳＲＱ測定結果を得る各種方法がある。一般に、ＵＥは、所定の処理を実
行して、悪い測定サブフレーム選択に起因するＲＳＲＱ測定の非予想可能性を防止する。
一新規態様において、ＵＥは、ＲＳＲＱ測定結果を得るとき、複数のＲＳＲＱサンプルに
十分な平均統計を適用する。第二新規態様において、ＵＥは複数のＲＳＲＱサンプルを推
定し、加重平均を適用して、ＲＳＲＱ測定結果を得る。ＵＥは、どのＲＳＲＱサンプルが
、大きい加重の適用にさらに適するか、および、どのＲＳＲＱサンプルが、小さい加重の
適用にあまり適さないかを推定する。ＲＳＲＱ測定結果を得る異なる具体例が以下で詳述
される。
【００２４】
　図３は、干渉協調のためのＲＳＲＱ測定方法の異なる具体例を示す図である。図３の例
において、ＵＥは、ＲＳＲＱ測定サンプル生成モジュール３１１およびＲＳＲＱ測定結果
計算モジュール３２１を含む。第一ステップ３３１で、ＲＳＲＱ測定サンプル生成モジュ
ール３１１はまず、測定パターンを決定して、測定パターンに基づいて、受信した無線信
号の複数のＲＳＲＱサンプルを生成する。第二ステップ３４１で、ＲＳＲＱ測定結果計算
モジュール３２１はまず、複数のＲＳＲＱサンプルを推定し、推定に基づいて、加重平均
を適用し、ＲＳＲＱ測定結果を得る。
【００２５】
　第一具体例において、ＵＥにおける処理は、ＵＥが、統計的に十分な数量（たとえば、
少なくとも３個）のサブフレーム上で、ＲＳＲＱを測定し、ＲＳＲＱ測定サンプルを得て
、その後、サブフレーム上で、ＲＳＲＱ測定サンプルを平均し、最終ＲＳＲＱ測定結果を
得る工程を含む。本実施例の理念は、ＵＥが測定されたセルにより実行されるＴＤＭサイ
レンスパターンと相関しない（de-correlated）測定パターンを選択し、全サブフレーム
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がサイレンスサブフレームになるのを回避する方法で、サブフレームを選択し、および、
最終ＲＳＲＱ測定結果が異常である可能性を最小限にすることである。このほか、ＵＥに
さらに低いバッテリー感知度（battery sensitive）を有させるため、ある異常なＲＳＲ
Ｑ測定サンプルがもちいられるとしても、直接、一定数量の平均数を要求して、最終ＲＳ
ＲＱ測定結果の予測可能性を確保する。
【００２６】
　第一具体例の一特定例において、測定パターンは複数の測定期間を含むように決定され
る。各測定期間は最小数量の連続サブフレームを含む。たとえば、最小数量の連続サブフ
レームは好ましくは、少なくとも３個またはそれ以上である。このような方法の長所は、
簡潔であることである。ＵＥは、特定の測定パターンを決定するまたは測定されるセルに
より適用される可能なＴＤＭサイレンスパターンを推測する必要がない。ＵＥは、連続サ
ブフレームで、一般平均（normal average）（たとえば、等しい加重）だけを適用する必
要がある。連続サブフレームの測定パターンを用いることにより、測定されるセルがＴＤ
Ｍ ＩＣＩＣサイレンス処理を実行する時、本例は、全サブフレームがサイレンスサブフ
レームになるのを回避する簡潔な策略であり、これにより、最終のＲＳＲＱ測定結果の予
測可能性を確保する。
【００２７】
　第二具体例において、ＵＥにおける処理は、ＵＥが、どのＲＳＲＱサンプルが応用度が
高いか低いかを推定し、加重平均を適用して、最終ＲＳＲＱ測定結果を得る工程を含む。
全ＲＳＲＱサンプル間で、応用度が高いと推定されるあるＲＳＲＱサンプルは、その後、
平均時の計算時、それらのサンプルは、大きい加重を適用する。一方、応用度が低いと推
定されるあるＲＳＲＱサンプルは、その後、平均値の計算時、それらのサンプルは、小さ
い加重を適用する。本例の理念は、ＵＥが、大きい（または小さい）程度で、有用なサン
プルを大きく（または小さく）考慮することで、よって、最終ＲＳＲＱ測定結果はさらに
予測可能になる。ＲＳＲＱ測定サンプルは各種方法により推定される。
【００２８】
　ＲＳＲＱサンプルを第一の方法は、ＲＳＳＩおよび／またはＲＳＲＱサンプル値を比較
し、これにより、悪い測定サブフレーム選択に起因する異常な差異を示す偏差を検出する
。ＴＤＭ eＩＣＩＣ測定において、サイレンスサブフレーム中で、アグレッサーセルから
伝送される物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）がないと仮定する。対応するＲ
ＳＳＩは低い（高ＲＳＲＱ）。反対に、全セルは、一般のサブフレームで、ＰＤＣＣＨを
伝送する。対応するＲＳＳＩは高い（低ＲＳＲＱ）。よって、測定されるセルがサイレン
スパターンを適用するアグレッサーセルである場合、高ＲＳＳＩのＲＳＲＱサンプルが高
い程度で考慮され（たとえば、さらに大きい加重＝０．７５）、低いＲＳＳＩのＲＳＲＱ
サンプルが低い程度で考慮される（たとえば、低い加重＝０．２５）。一方、測定される
セルがヴィクティムセルである場合、高いＲＳＳＩＲＳＲＱサンプルが低い程度で考慮さ
れ、低ＲＳＳＩのＲＳＲＱサンプルがさらに大きい程度で考慮される。検出されたサンプ
ル値が残りのサンプル値から離れる場合、ＵＥは、検出されたある測定サンプル（たとえ
ば、加重＝０）を放棄する。異常なサンプルの検出とフィルタリングは、実施が非常にシ
ンプルである。このようなアプローチの主な長所は、簡潔なことである。
【００２９】
　ＲＳＲＱサンプルを推定する第二方法は、サンプル値と予設定ＴＤＭパターンを関連付
け、予設定ＴＤＭパターンは、アグレッサーセルにより適用されるサイレンスパターンで
ある可能性が高いと予想できる。ＵＥは、ヴィクティムセル中でブロードキャスティング
制御情報を伝送するのに用いられるサブフレームの知識に基づいて、予設定ＴＤＭサイレ
ンスパターンを得る。たとえば、ブロードキャスティング制御情報は、一般に、ブロード
キャスティングチャネル（ＢＣＨ）、マスター情報ブロック（master information block
）またはシステム情報ブロック（system information block、ＭＩＢ/ＳＩＢ）およびペ
ージングチャネル（paging channel、ＰＣＨ）中、サブフレームにより伝送される。よっ
て、ＵＥは、同じサブフレームがサイレンスサブフレームであると仮定する。ＵＥは、隣
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Ｍサイレンスパターンを得る。たとえば、ＵＥは、前もって別の隣接セルに接続され、こ
のような知識を得ている。
【００３０】
　既知のＴＤＭサイレンスパターンに基づいて、ＵＥは、知的計算を実行して、ＲＳＲＱ
測定結果を得る。ＴＤＭサイレンス処理を実行するアグレッサーセルを測定する時、サイ
レンスサブフレーム中のＲＳＲＱサンプルが低い程度で考慮され、および／または、一般
のサブフレーム中のＲＳＲＱサンプルが高い程度で考慮されて、ＲＳＲＱ測定結果を得る
。その結果、おそらくＴＤＭサイレンスパターンからのサンプルが、制限された効果があ
る（たとえば、低い加重）方法で、または、最終測定結果（たとえば、加重＝０）から破
棄して、測定サンプルが平均される。同様に、ヴィクティムセルの測定時、サイレンスサ
ブフレーム中のＲＳＲＱサンプルが高い程度で考慮される、および／または、一般のサブ
フレーム中のＲＳＲＱサンプルが低い程度で考慮され、ＲＳＲＱ測定結果を得る。一例に
おいて、ＵＥは、シグナル指示、たとえば、ＰＣＩ（physical cell identity）範囲によ
り、測定されるセルが、アグレッサーセルまたはヴィクティムセルであるかも識別するこ
とができる。
【００３１】
　図４は、干渉協調のためのＲＳＲＱ測定方法をフローチャートである。ステップ４０１
において、ＵＥは、測定において、隣接セルの無線信号を受信する。隣接セルは、セル間
干渉協調（ＴＤＭ ＩＣＩＣ）に用いるＴＤＭサイレンスパターンを適用する。ステップ
４０２において、ＵＥは、複数のサブフレームを含む測定パターンを決定する。ステップ
４０３において、ＵＥは、複数のサブフレームでセルのＲＳＲＱ測定を実行し、複数のＲ
ＳＲＱ測定サンプルを得る。ステップ４０４において、ＵＥは、複数のＲＳＲＱサンプル
を推定し、および、加重平均を適用することにより、ＲＳＲＱ測定結果を得る。応用度が
高いと推定されるＲＳＲＱサンプルが高い程度で考慮され （たとえば、大きい加重で）
、および／または、応用度が低いと推定されるＲＳＲＱサンプルはあまり考慮されない（
たとえば、小さい加重またはゼロ加重で破棄される）。ステップ４０５において、ＵＥは
ＲＳＲＱ測定結果をサービング基地局に報告する。このようなＵＥにおける所定の処理を
含むＲＳＲＱ測定方法の長所は、一部の詳細を残して実施することができることである。
【００３２】
　本発明では好ましい実施例を前述の通り開示したが、これらは決して本発明に限定する
ものではなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本発明の精神と領域を脱しない範囲内
で各種の変動や潤色を加えることができ、従って本発明の保護範囲は、特許請求の範囲で
指定した内容を基準とする。
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